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摘要(译)

提供了使用纳米孔装置检测怀疑存在于具有背景分子的样品中的靶分析
物的方法和组合物。提供了多种用于聚合物支架识别或用于靶分析物结
合和检测的探针。还提供了用于在聚合物支架上存储数据并使用纳米孔
装置和结合探针访问数据的方法和组合物。
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